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Geometrie  EBSD

Bragg:   nλ = 2d sin θ



Kristall

homogenes, anisotropes Diskontinuum mit dreidimensional 
periodischer Anordnung von Gitterbausteinen
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Kristallsysteme



Zonen und Zonenachsen



Kristallstruktur

Gitter

Basis



14 Bravaisgitter



Elementarzelle
Kleinste Baueinheit, die die Metrik wiedergibt und 

alle Symmetrieelemente enthält 

z.B.:   F 4 3 m, 
Zinkblendestuktur



Symmetrie

Deckoperationen im

Kontinuum

Diskontinuum



Symmetrieprinzip

10 Symmetrieelemente des Kontinuums:
• Drehachsen 1, 2, 3, 4, 6

• Drehinversionsachsen  3, 4, 6

• Inversion 1  oder i

• Spiegelebene m

=> 32 Kristallklassen

10 Symmetrieelemente des Kontinuums + Translation:
• Gleitspiegelebenen a, b, c, d

• Drehinversionsachsen, z. B.: 41, 42, 43 

=> 230 Raumgruppen



Raumgruppen

tabelliert in:
International Tables for
Crystallography, Vol A

asymmetrische Einheit:

kleinster Volumenteil einer 
Elementarzelle, der durch Einwirkung 
aller Symmetrieoperationen die 
Elementarzelle als Ganzes ergibt 



11 Laue - Gruppen
Aufgrund des Phasenproblems beinhalten Beugungsbilder immer ein Inversionszentrum

=> zentro- und nichtzentrosymmetrische Gruppen können 
nicht unterschieden werden
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Strukturdaten



Probenorientierung und Referenzsystem

transverse
direction



Informationen  im EBSD - Bild



EBSD von Ge



EBSD von Ge indiziert



Darstellung der Probenorientierung

Projektion der 
Flächennormalen in 

eine 
zweidimensionale 

Ebene erfolgt anaolog
der 

Stereographischen 
Projektion:

=> Polfigur



Polfigur nach ~ [111] 
mit leichter Verkippung und Drehung



Inverse Polfigur



Polykristalline Probe
geringe Einregelung der Kristallite



Polykristalline Probe
Einregelung der Kristallite nach [101], inverse Polfigur 



Polykristalline Probe
Einregelung der Kristallite, inverse Polfigur 



Referenzsystem



Orientierungsdarstellung - Eulerwinkel
Orientierung:

Drehung des probenfesten Koordinatensytems (kartesisch !) 
in das kristallfeste System des einzelnen Kristalliten

a) Probenorientierung 

ϕ1 - Rotation um Normalenrichtung

Φ - Rotation um longitudinale Richtung

ϕ2 - Rotation um transversale Richtung

b) Kristallorientierung

ϕ1 - Rotation in (001)

Φ - Rotation um [100]

ϕ2 - Rotation in (001)

Konvention nach Bunge:



Mechanische Probenpräparation



Mechano-chemische Probenpräparation



Probenpräparation
Eindringtiefe 10 - 100 nm

gute Politur schlechte Politur



Probenpräparation durch Ionenabtrag
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Literatur zur Rasterelektronenmikroskopie
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